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Dziatalno$¢ prowadzona/ | Wzorcowanie / Calibration:
Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
. L 7.01 napiecie DC
w statej lokalizacji (S) / at 7.02 prad DC
permanent location (S) 7.03 napiecie AC
7.04 prad AC

7.05 rezystancja DC

7.06 rezystancja AC

7.07 impedancja

7.13 moc AC

10.01 czas (przedziat czasu)

10.02 czestotliwosé

19.03 temperatura (termometria radiacyjna)

Wersja strony/Page version: A

7 Numeracja wielkosci mierzonych zgodna z podang w zatgczniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostepnym na stronie
internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to
document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA

Niniejszy dokument jest zatagcznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 173 z dnia 05.03.2020 r.
Cykl akredytacji od 24.02.2025 r. do 01.03.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualnos$¢ zakresu akredytacji mozna potwierdzi¢ na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl/
This document is an annex to accreditation certificate No AP 173 of 05.03.2020

Accreditation cycle from 24.02.2025 to 01.03.2029
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.p!
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 173

Laboratorium Badawczo-Wzorcujace
ul. Wokulskiego 11, 58-100 Swidnica

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy Niepewnosc Miejsce Metoda
pomiaru dla CMC dziat. pomiarowa

Napiecie DC

Mierniki napigcia cyfrowe 0,2 mV do 200 mV 1-105-U+0,6 pv S Procedura wewnetrzna

Multimetry 0,2Vdo2V 1-105-U+0,3 Vv Iwo1

Mierniki parametréw sieci energetycznych 2Vdo20V 1,5-105-U+0,6 uv w oparciu o

Mierniki cegowe 20 Vdo 200 V 1,5-105-U+0,03mV EURAMET cg-15v. 3.0

200 V do 1000 V

1,5-105-U+0,9mV

U — wielko$¢ mierzona (V)

Metoda bezposrednia

Kalibratory
Zrodta wzorcowe

10 mV do 200 mV
0,2V do 1000 V

0,0005 %
0,0004 %

Procedura wewnetrzna
W02

Metoda bezposrednia

Prad DC

Mierniki pradu cyfrowe 2 pA do 200 pA 5-10%5-/1+0,2nA S Procedura wewnetrzna

Multimetry 0,2 mA do2mA 4-105-/+6nA Iwo1

Mierniki parametréw sieci energetycznych 2 mA do 20 mA 4-105-/+60nA w oparciu o

20 mA do 200 mA 8-105-/+1,3 A EURAMET cg-15v. 3.0
0,2Ado2A 0,02 %
2Ado20 A 0,04 % Metoda bezposrednia
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki cegowe 10 mAdo10 A 0,07 %
10 A do 1000 A 0,33 %
1000 A do 2000 A 0,8 %

Kalibratory 2 pA do 200 mA 0,004 % Procedura wewnetrzna
0,2Ado2A 0,02 % W02
2Ado20A 0,05 %

Metoda bezposrednia /
posrednia

Napiecie AC

Mierniki napigcia cyfrowe 10 Hz do 40 Hz S Procedura wewnetrzna

Multimetry 10 mV do 200 mV 0,021 % Iwo1

Mierniki parametréow sieci energetycznych 0,2Vdo2V 0,015 % w oparciu o

Mierniki cegowe 2Vdo20V 0,016 % EURAMET cg-15v. 3.0

40 Hz do 10 kHz
0,2 mV do 200 mV
0,2Vdo2V
2Vdo20V
20 Vdo 200V
200V do 1000 V

10 kHz do 100 kHz
0,2 mV do 200 mV

4-104-U+12pV
2,5-104- U+40 pVv
2,5-104- U+0,4mV
2-104-U+0,3mV
2,5-10%- U+4 mV

6-104-U+15uV

Metoda bezposrednia

02Vdo2V 4-104-U+70uVv
2Vdo20V 45-104-U+08mV
20V do 300 V 4-104-U+7TmV
U — wielko$¢ mierzona (V)
Mierniki zabezpieczen réznicowopradowych 0Vdo 100V 0,25 % Procedura wewnetrzna

IW09

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 173
. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Kalibratory 40 Hz do 100 Hz S Procedura wewnetrzna
10 mV do 200 mV 0,05 % W02
0,2V do 200V 0,011 %
200V do 1000 V 0,015 % Metoda bezposrednia
100 Hz do 2000 Hz
10 mV do 200 mV 0,031 %
0,2V do 200 V 0,01 %
200 V do 1000 V 0,015 %
2 kHz do 10 kHz
10 mV do 200 mV 1,4-104- U+ 0,004 mV
0,2V do 200V 0,012 %
200 V do 1000 V 0,013 %
10 kHz do 30 kHz
10 mV do 200 mV 3,4-10%- U+0,008 mV
0,2V do 200 V 0,024 %
200 V do 1000 V 0,026 %
30 kHz do 100 kHz
10 mV do 200 mV 7,7-10% - U+0,02mV
0,2V do 200 V 0,067 %
200 V do 1000 V 0,077 %
U — wielko$¢ mierzona (V)
Prad AC
Mierniki pradu cyfrowe 10 Hz do 1 kHz S Procedura wewnetrzna
Multimetry 10 pA do 200 uA 0,068 % IW01
Mierniki parametréow sieci energetycznych 0,2 mA do 200 mA 0,057 % w oparciu o
0,2Ado2A 0,042 % EURAMET cg-15 v. 3.0
2Ado20A 0,061 %
20 Ado 150 A 0,2 % Metoda bezposrednia
1 kHz do 5 kHz Procedura wewnetrzna
10 A do 200 pA 0,045 % 1W09
0,2 mA do 200 mA 0,03 % Pomiar pradu
0,2Ado2A 0,062 % zadawania RCD
2Ado10A 0,12 %
Metoda posrednia
Mierniki cegowe 45 Hz do 65 Hz Procedura wewnetrzna
10 mAdo 10 A 0,15 % Iwo1
10 A do 1000 A 0,43 % w oparciu o
1000 A do 1900 A 0,8 % EURAMET cg-15 v. 3.0
400 Hz Metoda bezposrednia
10 mAdo 10 A 0,15 %
10 A do 1000 A 0,43 %
Kalibratory 40 Hz do 1 kHz Procedura wewnetrzna
10 A do 200 pA 0,061 % W02
0,2 mA do 200 mA 0,03 %
0,2Ado2A 0,04 % Metoda bezposrednia /
2Ado20A 0,1 % posrednia
1 kHz do 10 kHz
10 A do 200 pA 0,25 %
0,2 mA do 200 mA 0,13 %
0,2Ado2A 0,16 %
2Ado20A 0,35 %
10 kHz do 20 kHz
0,2 mA do 200 mA 0,17 %
50 Hz / 60 Hz
2A do100 A 0,05 %

Testery bezpieczenstwa elektrycznego

0,04 mA do 20 mA

0,01-/+0,01 mA

| — wielko$¢ mierzona (A)

Procedura wewnetrzna
Iwo1
Pomiar zastepczego
pradu uptywu

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 173

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Rezystancja DC
Mierniki rezystancji cyfrowe 20 pQ 0,3 % S Procedura wewnetrzna
Multimetry 80 pQ 0,1 % Iwo1
150 pQ 0,3 % w oparciu o
375 uQ 0,3 % EURAMET cg-15v. 3.0
750 pQ 0,3 %
0,001Qdo1Q 0,02 % Metoda bezposrednia
0,1 Q do 10,9999 Q 0,03 %
11 Q do 32,9999 Q 0,008 %
33 Qdo 109,9999 Q 0,008 %
110 Q do 329,9999 Q 0,005 %
330 Q do 1,0999999 kQ 0,005 %
1,1 kQ do 3,299999 kQ 0,005 %
3,3 kQ do 32,99999 kQ 0,005 %
33 kQ do 109,9999 kQ 0,005 %
110 kQ do 329,9999 kQ 0,005 %
330 kQ do 1,0999999 MQ 0,005 %
1,1 MQ do 3,299999 MQ 0,008 %
3,3 MQ do 10,99999 MQ 0,02 %
11 MQ do 32,99999 MQ 0,05 %
33 MQ do 109,9999 MQ 0,06 %
110 MQ do 329,9999 MQ 0,4 %
330 MQ do 1100 MQ 2%
Mierniki rezystancji izolacji napigcie pomiarowe do 15 kV Procedura wewnetrzna
50 kQ do 10 TQ 0,6 % 1wo1
1M1TQ 0,5 % w oparciu o
20TQ 0,5 % EURAMET cg-15v. 3.0
Metoda bezposrednia
Boczniki 20 pQ do 80 pQ 0,1 % S Procedura wewnetrzna
Wzorce rezystancji 80 uQ do 0,01 Q 0,06 % IW02, IW04
Rezystory state 0,01 Qdo 0,1Q 0,02 %
Rezystory regulowane 0,1Qdo2Q 0,002 % Metoda bezposrednia /
Kalibratory rezystancji 20do20Q 0,002 % posrednia
20 Q do 200 kQ 0,002 %
200 kQ do 2 MQ 0,003 %
2 MQ do 20 MQ 0,004 %
20 MQ do 200 MQ 0,006 %
200 MQ do 2 GQ 0,01 %
2GQdo 20 GQ 0,11 %
Wzorce rezystancji napiecie pomiarowe do 15 kV S Procedura wewnetrzna
Rezystory state 50 kQ do 2,2 TQ 0,6 % IW03
Rezystory regulowane 22TQdo10 TQ 0,5 %
Kalibratory rezystancji 11 TQ 0,5 % Metoda posrednia
20TQ 0,5 %
napiecie pomiarowe do 1 kV
20TQdo42TQ 2,6 %
Rezystancja AC
Mierniki rezystancji cyfrowe 50 Hz do 200 Hz S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 0,1Qdo0,4Q 0,7 % IW01
0,4Qdo3Q 0,6 % w oparciu o
3Qdo 19,9 kQ 0,15 % EURAMET cg-15v. 3.0
Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji petli zwarcia 50 Hz / 60 Hz Procedura wewnetrzna
Mierniki zabezpieczen 100 mQ do 250 mQ 0,6 % IW07, IW09
réznicowopradowych 250 mQ do 1000 mQ 0,3 %
1000 mQ do 2000 mQ 0,12 % Metoda bezposrednia
20do19Q 0,3 %
19 Q do 2 kQ 0,06 %
Mierniki rezystancji cyfrowe prad do 25 A Procedura wewnetrzna
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 50 Hz do 200 Hz IW01
20 mQ do 50 mQ 2% w oparciu o
50 mQ do 30 Q 1% EURAMET cg-15v. 3.0
Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 173

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Impedancja
Mierniki impedancji 100 mQ do 250 mQ 0,6 % S Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci 250 mQ do 1000 mQ 0,3 % IW07
1000 mQ do 2000 mQ 0,12 %
2Qdo19Q 0,3 % Metoda bezposrednia
19 Qdo 2kQ 0,06 %
Mierniki rezystancji uziemienia 0,2Qdo 200 Q 0,01-R+0,1Q Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci Iwo7
R — wielko$¢ mierzona (Q) Pomiar impedancji
uziemiania metoda
udarowa
Metoda bezposrednia
Moc AC
Mierniki mocy czynnej cyfrowe 100 W do 150 kW 0,05 % S Procedura wewnetrzna
jednofazowe 40 Hz do 70 Hz W11
Mierniki mocy czynnej cyfrowe tréjfazowe | 1 A do 1000 A
Mierniki parametrow sieci 100 V do 500 V Metoda bezposrednia
Mierniki parametrow sieci cosp =1
energetycznych
Mierniki mocy pozornej cyfrowe 100 VA do 150 kVA 0,05 %
jednofazowe 40 Hz do 70 Hz
Mierniki mocy pozornej cyfrowe 1A do 1000 A
trojfazowe 100 V do 500 V
Mierniki parametrow sieci
Mierniki parametrow sieci
energetycznych
Czas (przedziat czasu)
Mierniki parametrow sieci 5 ms do 190 ms 1,1 ms S Procedura wewnetrzna
190 ms do 390 ms 1,2 ms IW09
390 ms do 1000 ms 8,2ms
Metoda bezposrednia
Czestotliwos¢
Mierniki parametrow sieci 10 Hz do 100 Hz S Procedura wewnetrzna
Multimetry 100 Hz do 1000 Hz 3106 F W10
Mierniki czestotliwosci cyfrowe 1 kHz do 10 kHz
11000kkl:lzzc‘|;:> 150000kk'-l|-|zz F — wielkos¢ mierzona (Hz) Metoda bezposrednia
Temperatura (termometria radiacyjna)
Pirometry (w tym pirometry radiacyjne, 0°Cdo50°C 1,1°C S Procedura wewnetrzna
fotoelektryczne, wielopasmowe, kamery 50 °C do 100 °C 1,4°C IW06
termowizyjne) 100 °C do 400 °C 1,6 °C
400 °C do 500 °C 3,5°C

Wersja strony: A

Niepewnos$¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.

Wartos¢ niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzone;j.
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 173

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 173

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

7 owoeram KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
HOLOGRAM WZORCOWAN
HOLOGRAM
HOLOGRAM

-/

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 10.12.2025 r.
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